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Развитие микроэлектроники требует постоянного совершенствования средств измерения для выявления новых и получении более точных данных о свойствах  полупроводниковых материалов. Одним из основных методов измерения параметров полупроводниковых материалов является измерение электрической проводимости четырехзондовым методом [1]. Для повышения точности  этого метода необходимо увеличение числа измерений на вольтамперной характеристике образца и скорости проведения измерений для повышения достоверности получаемых результатов. Автоматизация процесса измерений и обработки получаемых данных позволяет достигнуть вышеназванных задач.

Был разработан, изготовлен и испытан блок автоматизации измерения удельной электрической проводимости тонких пленок и поверхностных фаз четырехзондовым методом. Блок управляется программно с помощью персонального компьютера и позволяет устанавливать число точек измерения, в реальном времени отображать результаты измерений, расчитывать удельную электрическую проводимость и значения ошибок измерений. Полученные данные и результаты расчетов сохраняются в ASCII формате. 

Приведены данные измерений удельной электрической проводимости Si(100)2(1, Si(100)2(1 после отжига, Si(100)c(4(12)-Al, а также значения составивших при этом ошибок.
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